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Domysliny typ protokotu dla przedmiotu:

Zaliczenie na ocene

Jezyk wykiadowy:

polski

Skracony opis:

Uklad tolerancji i pasowan. Analiza wymiarowa. Struktura geometryczna powierzchni. Specyfikacia geometrii wyrobdw,
Nadzorowanie przyrzadéw pomiarowych. Statystyczne sterowanie procesem produkgii.

Opis:

Wyktady:

1. Uktad tolerancji i pasowan. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych. Tolerancje gwintdw i stozkéw. Pasowania i ich
parametry — 3 godz.

2. Analiza wymiarowa. Arytmetyka wymiarow tolerowanych. tancuchy wymiarowe. Zamiennos¢ czesci maszyn — 2 godz.

3. Struktura geometryczna powierzchni. Profil pierwotny, chropowatosci i falistosci powierzchni. Parametry 2D i 3D chropowatosci
i falistosci powierzchni — 3 godz.

4. Specyfikacja geometrii wyrobow. Odchyiki i tolerancje ksztattu: prostoliniowosci, ptaskosci, okragtosci i walcowosci. Odchytki
i tolerancje kierunku: réwnolegtosci, prostopadtosci i nachylenia. Odchyiki i tolerancje potozenia: pozycji, wspoétosiowosci
i symetrii. Odchytki i tolerandje bicia — 2 godz.

5. Nadzorowanie przyrzadéw pomiarowych w systemach zarzadzania jakoscig. Czynnosci metrologiczne: legalizacja, kalibracja,
sprawdzanie, szacowanie doktadnosci. Uktad sprawdzan przyrzadéw pomiarowych. Spdjnos¢ pomiarowa — 2 godz.

6. Statystyczne sterowanie procesem produkcji SPC. Analiza stabilnosci i zdolnosci procesu produkcyjnego oraz systemow
pomiarowych dla potrzeb SPC — 2 godz.

Cwiczenia:
1. Arytmetyka wymiaréw tolerowanych i obliczanie tancuchéw wymiarowych — 4 godz.
2. Obliczanie tolerancji wymiardw i pasowan watkow i otwordow — 4 godz.

Laboratoria:
1. Pomiary chropowatosci i falistosci powierzchni — 4 godz.
2. Pomiary odchytek ksztaltu — 4 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. S. Adamczak, Pomiary geometryczne powierzchni, WNT, Warszawa 2009.

2. Z. Humienny, Specyfikacja geometrii wyrobow GPS, WNT, Warszawa 2004.

3. W. Jakubiec, 1. Malinowski, Metrologia wielkosci geometrycznych, WNT, Warszawa 2009.

Uzupetniajaca:

1. S. Adamczak, W. Makieta, Metrologia w budowie maszyn. Zadania z rozwigzaniami, WNT, War-szawa 2004.

2. S. Adamczak, W. Makieta, Podstawy metrologii i inzynieria jakosci dla mechanikow. Cwiczenia praktyczne, WNT, Warszawa
2010.

3. Miedzynarodowy stownik podstawowych i ogoinych terminéw metrologii, GUM, 1996.

Efekty ksztalcenia:

Numer | Opis Odniesienie do
efektow kierunkowych

W1 Zna uktad tolerancji normalnych i pasowan wykorzystywanych w zakresie projektowania i | K_W11
wytwarzania czesci maszyn oraz specyfikacje geometrii wyrobow. Ma wiedze na temat struktury
geometrycznej powierzchni i jej wplywu na wiasciwosci uzytkowe elementdw urzadzen
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w2 Zna podstawowe przyrzady i metody pomiarow parametréw  struktury geometrycznej K_W12
powierzchni.

[ technicznych. _ j

ul Potrafi planowaé i przeprowadza¢ pomiary parametréw chropowatosci i falistosci powierzchni K_U07
oraz odchylek ksztattu, kierunku, potozenia i bicia a takze interpretowal uzyskane wyniki,
z uwzglednieniem rachunku bledéw, jak tez formutowaé wnioski na podstawie tak
przeprowadzonej analizy.

U2 Posiada umiejetnosé weryfikacji geometrycznej elementow maszyn i urzadzen technicznych K_U11
K1 Potrafi wspétdziata¢ i pracowac w grupie, przyjmujac w niej rozne role. K_KO03
Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot konczy sie zaliczeniem na oceng. Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium (w postaci testu
wielokrotnego wyboru) oraz zaliczenie ¢wiczen i laboratoriow.

Pytania testu dotycza wiedzy przekazywanej na wyktadach i zdobytej samodzielnie przez studenta w czasie studiowania tematyki
wyktadéw. Test zawiera 23 pytania z przypisanymi czterem odpowiedziami. Zadaniem studenta jest wskazanie odpowiedzi
poprawnych. Za wskazanie kazdej poprawnej odpowiedzi student otrzymuje 1 pkt, za wskazanie odpowiedzi niepoprawnej punkt
ujemny. Maksymaina liczba punktéw za test wynosi 35. Oceny: 18-22 pkt. — dst, 23-25 pkt. — dst +, 26-29 pkt.- db, 30-32 pkt. -
db+, 33-35 pkt. — bdb.

Zaliczenie éwiczeh i laboratorium wymaga uzyskania pozytywnych ocen ze sprawdzianéw, badZ poprawnych odpowiedzi na
zadawane pytania przed rozpoczeciem kazdego z &wiczen lub laboratorium, peinego i poprawnego wykonania zadan okreslonych
przez prowadzacego oraz oddania pisemnego sprawozdania, w przypadku ¢éwiczen zawierajacego rozwigzania zadan rachunkowych
a w przypadku laboratorium wyniki wykonanych pomiaréw, charakterystyke metrologiczng wykorzystywanych przyrzadow
pomiarowych i analize opracowanych wynikow .

Osiagniecie efektow W1 i W2 weryfikowane jest podczas kolokwium oraz sprawdziandw i udzielania odpowiedzi na pytania.
Osiagniecie efektéw U1, U2 i K1 sprawdzane jest w trakcie éwiczen i laboratoriéw, na podstawie realizacji powierzonych zadan oraz
w wyniku oceny wykonanych sprawozdan.

Ocene bardzo dobra otrzymuje student, ktéry posiadt wiedze, umiejetnosci i kompetencje przewidziane efektami ksztatcenia, a
ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposdb tworczy podchodzi do powierzonych zadan i wykazuje sig
samodzielnoécia w zdobywaniu wiedzy. Wykazuje sie wytrwatoscia i samodzielnoscig w pokonywaniu trudnosci oraz
systematycznoscig pracy.

Ocene dobra otrzymuje student, ktéry posiadt wiedze i umiejetnosci przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym.
Potrafi rozwigzywaé zadania i problemy o $rednim stopniu trudnosci.

Ocene dostateczng otrzymuje student, ktdry posiadt wiedze i umiejetnosci przewidziane programem nauczania w stopniu
dostatecznym. Samodzielnie rozwigzuje zadania i problemy o niskim stopniu trudnodci. W jego wiedzy i umiejetnosciach
zauwazalne sa luki, ktore potrafi jednak uzupetni¢ pod kierunkiem nauczyciela.

Ocene niedostateczng otrzymuje student, ktory nie posiadi wiedzy, umiejetnoéci i kompetencji w zakresie koniecznych
wymagan.

Na koficowa ocene skiadaja sie: ocena z kolokwium, oceny z &wiczen i laboratoriéw oraz zaangazowanie i Sposob podejscia
studenta do nauki.

Praktyki zawodowe:
| brak

Forma studiéw
stacjonarne

Rodzaj studiéw

I stopnia

Rodzaj przedmiotu

wybieralny

Przedmioty wprowadzajace

Matematyka - wymagania wstepne: podstawy analizy matematycznej i statystyki matematycznej.

Metrologia techniczna i systemy pomiarowe - wymagania wstepne: podstawy metrologii, analiza bledéw pomiaru i szacowania
niepewnosci pomiaru, technika mierzenia wielkoéci geometrycznych.

Technologie materiatéw konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych - wymagania wstepne: znajomoé¢ podstawowych technik wytwarzania
elementéw z materiatéw konstrukeyjnych i wielofunkeyjnych.

Programy

semestr studiow V

kierunek: Inzynieria materiatowa

specjalnoé¢: Materiaty konstrukcyjne
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Forma zajec liczba godzin/rygor

semestr x- egzamin, + zaliczenie, # projekt
razem wyktady ¢éwiczenia laboratoria projekt seminarium ECTS
v 30 14/ + 8/+ 8/+ 3

Autor

dr inz. Zbigniew Zaranski

Bilans ECTS

Lp. | Aktywnosc Obcigzenie w godz.

1 Udziat w wyktadach 14

2 Samodzielne studiowanie tematyki wyktaddw 21

3 Udziat w ¢wiczeniach 8

4 Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen 12

5 Udziat w laboratoriach 8
6 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 12

7 Udziat w seminariach

8 Samodzielne przygotowanie si¢ do seminariow

9 Realizacja projektu

10 | Udziat w konsultacjach 8

11 Przygotowanie do egzaminu

12 | Udziat w egzaminie

Godz. ECTS

Sumaryczne obcigZenie pracg studenta 83 3

Zajecia z udziatem nauczycieli: 1+34+5+7+9+10+12 38 1,5

Zajecia o charakterze praktycznym: 5+6+9 20 1
LZajecia powigzane z dziatalnoscig naukowa: 1+243+4+7+8 55 2

AUTOR
KARTY INFQRMACYINE)

dr inz. Zbigniew ZARANSKI
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